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【57】申請專利範圍
1.　一種濕度傳感器的校正方法，係包含有： 檢測同一規格下的其中一個濕度傳感器的複數
校正點；其中各該校正點係包含一目前環境濕度值及其對應的電容值； 根據該些校正點
計算一第一共同轉換函數式的係數及一第二共同轉換函數式的係數；其中該第一共同轉

換函數式係對應該同一規格下的所有濕度傳感器；其中該第二共同轉換函數式係對應該

同一規格下的所有濕度傳感器；其中該第一共同轉換函數式係一濕度值對電容值的轉換

函數式，該第二共同轉換函數式係一電容值對濕度值的轉換函數式； 針對同一規格下的
各個濕度傳感器係分別透過一係數計算程序計算各自的一各別轉換函數式的係數；其中

該各別轉換函數式係一週期值對電容值的轉換函數式； 針對同一規格下的各個濕度傳感
器係分別透過一校正程序計算各個濕度傳感器的目前濕度。

2.　如請求項 1所述之濕度傳感器的校正方法，其中該係數計算程序係包含有： 透過該第一
共同轉換函數式計算一第一點濕度值下的一第一點電容值； 透過該第一共同轉換函數式
計算一第二點濕度值下的一第二點電容值； 檢測於該第一點濕度下的一第一點週期
值； 檢測於該第二點濕度下的一第二點週期值； 根據該第一點電容值、第一點週期值、
該第二點電容值及該第二點週期值計算該各別轉換函數式的係數。

3.　如請求項 2所述之濕度傳感器的校正方法，其中該校正程序係包含有： 檢測目前週期
值； 透過該各別轉換函數式計算在該目前週期下的目前電容值； 透過該第二共同轉換函
數式計算在該目前電容值下的目前濕度值。

4.　如請求項 1至 3中任一項所述之濕度傳感器的校正方法，其中在步驟「檢測同一規格下
的其中一個濕度傳感器的複數校正點」後，係進一步剔除該些校正點的數據統計分布中

最高 20%和最低 20%後，再根據剩餘的校正點計算該第一共同轉換函數式的係數及該第
二共同轉換函數式的係數。

5.　如請求項 1至 3中任一項所述之濕度傳感器的校正方法，其中該第一共同轉換函數式及
該第二共同轉換函數式分別是一四階多項式。

6.　如請求項 5所述之濕度傳感器的校正方法，其中該第一共同轉換函數式為：
； 其中 c為電容值，h為濕度值，A、B、C、D、E為函數式係數； 其中
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該第二共同轉換函數式為：        ； 其中 h為濕度值，c為電容值，F、G、
H、I、J為函數式係數。

7.　如請求項 2或 3所述之濕度傳感器的校正方法，其中該第一點濕度值為 70%，該第二點
濕度值為 30%。

8.　如請求項 2或 3所述之濕度傳感器的校正方法，其中該各別轉換函數式為：        
； 其中 c為電容值、p為週期、a及 b為函數式係數。

圖式簡單說明

圖 1係本發明較佳實施例之流程圖。 圖 2係本發明較佳實施例之係數計算程序的流程
圖。 圖 3係本發明較佳實施例之校正程序的流程圖。 圖 4係本發明較佳實施例之方塊圖。 圖
5係本發明較佳實施例之檢測電路的電路示意圖。 圖 6係本發明較佳實施例改良前後之對照
圖。 圖 7係本發明較佳實施例改良前後之對照圖。
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